ANALYTICAL & TESTING INSTRUMENTS

Dnesni Analytické novinky jsou vénované novym informacim z oblasti pfimé analyzy pevnych vzorkd,
zejména technice XRF a laserové ablaci. V Uvodu bychom Vam radi pfipomenuli, Ze na nasich
strankach muzZete v sekci Odborna literatura nalézt fadu odbornych materialti volné ke stazeni.
V téchto novinkach budeme hovofit o XRF (Rentgenofluorescencni analyze). Pokud potrebujete
zékladni informace k teorii XRF, mlZete si stahnout nas ucebni text ,,Uvod do XRF spektrometrie”.

Na 15 strandch je shrnuta zakladni teorie techniky a Uvod od instrumentace.

Ke stazeni zde: http://www.rmi.cz/download.php?group=stranky3 soubory&id=483

Souhrnna prednaska o Laserové ablaci a
novinkach od firmy CETAC.

Laserova ablace je technika, ktera umoznuje provedeni lokalni prvkové analyzy ve spojeni s ICP OES
nebo ICP MS (Castéjsi varianta, poskytuje lepsi detekéni limity). Princip techniky spociva v odpareni
malého mnozZstvi vzorku pomoci laserového pulzu. Vznikly aerosol se pak zavadi do ICP plazmatu, kde
dojde k jeho atomizaci na volné atomy a nasledné se méri vzniklé emisni spektrum (ICP OES) nebo
hmotnost ionizovanych atom( (ICP MS). Kromé lokalni analyzy je moZné provadét hloubkové
profilovani vrstev, liniové skeny nebo plosSné mapovani rozloZeni koncentrace prvkl. Zejména
nejnoveéjsi systémy s excimerovymi lasery nebo femtosekundovymi lasery pak umoznuji 2D plosné
mapovani s vysokou rychlosti a dobrym laterarnim rozliSenim. Femtosekundové lasery pak umoznuiji i
3D mapovani. Dfive se tato technika pouZivala zejména v oblasti geochemie, v archaeometrii nebo
v materidlové analyze. V soucasné dobé ale stale vice pronika i do oblasti prvkového mapovani fezi

biologickych materiald.

Pro zajemce o laserovou ablaci jsme pftipravili ve spolupraci s firmou CETAC rozsahlou prehledovou
prednasku, ktera komplexné shrnuje aktudlni stav, v€etné vétsiho poctu aplikacnich ukazek. Co

v prednasce naleznete:

- Shrnuti zakladnich princip( Laserové ablace



- Informaci o soucasné instrumentaci a moznostech jejiho pouZiti

- Radu ptikladd z redlnych méFeni od geochemickych aplikaci a? po mapovani biologickych

materiald s vysokym laterarnim rozlisenim

Pfednaska je ke stazeni zde: http://www.rmi.cz/download.php?group=stranky3 soubory&id=2171

Novinky v oblasti XRF analyzy

V této casti naleznete:

¢ Informace o unikdtnim ED XRF spektrometru PmX 5050 pro kontinualni monitorovani
ovzdusi. Kontinudlni monitorovani prvkového sloZeni prachu v ovzdusi bylo dlouhou dobu
témér nereSitelnym problémem, zejména pokud se jednalo o monitorovani nizkych
koncentraci v prosttedi s nizsi prasnosti. Novy unikatni spektrometr od firmy Elvatech pfinasi
feseni.

¢ Informace o rucnim spektrometru ElvaX Prospectorl/l. Tento rucni spektrometr ma v sobé
implementovany vsechny unikatni algoritmy bezkalibracni analyzy firmy Elvatech. Ve spojeni
s posledni generaci hardware soucasné nabizi presnost analyzy srovnatelnou se stolnimi
pfistroji, rozsah analyzovanych prvki je od Mg po U a Siroké spektrum metod jiZ
implementovanych ve spektrometru. Pozor, to vse pfi vaze 1.4 kg vCetné baterie, doba prace
na jednu baterii je minimalné 8 hodin.

¢ Novy stolni ED XRF ElvaX3 je jiZ k dispozici v naSem demonstracnim centru. Navstivte nds a
vyzkousejte si zasadni novinku v oblasti kompaktnich stolnich ED XRF spektrometru.



Unikatni ED XRF spektrometr PmX-5050

NOVINKA PmX-5050 je unikatni kontinualni analyzator pro online prvkovou analyzu prachu
v ovzdusi. UmozZiuje zcela autonomni provoz po dobu az 3 mésicU, plné spliuje poZzadavky USA
EPA 10-3.3. Souc¢asné pristroje pro monitorovani prasnosti v ovzdusi analyzuji pouze celkovy
pocet ¢astic ve vzduchu, pro Uplné pochopeni zdravotniho dopadu prasného znecisténi je ale
vhodné znéat také prvkové sloZeni prasného aerosolu. PmX-5050 je vysledkem nékolikaletého
vyvoje na zakladé pozadavku ¢inské EPA. V soucasné dobé je to jediné dostupné piné funkéni
zafizeni, které je schopno automaticky analyzovat prvkové sloZzeni prasného aerosolu v Sirokém
rozsahu znecisténi. Mize byt pouzita jak pro monitoring nizkych koncentraci v malo znecisténych

oblastech tak i pro sledovani prasSnosti v mistech s vysokym znecisténim.

Podrobné informace o tomto unikatnim pfistroji naleznete zde: http://www.rmi.cz/pmx-5050-xrf-

kontinualni-analyzator-castic




Rucni ED XRF spektrometr Prospector//

ElvaX ProSpectorll je vysoce vykonny rucni ED XRF analyzator, ktery v dobé svého uvedeni na trh

nastavil fadu novych standardd v oblasti ruénich ED XRF analyzator(.

Nékteré z vybranych vlastnosti spektrometru:

e vysokd robustnost konstrukce

e idedlni ergonomie a nizka hmotnost (1.2 kg bez baterie, 1.4 kg s baterii)

« velky barevny dotykovy display (4.3") zajistuje prehledné zobrazeni viech vysledkd
e rychle vyménné baterie, doba prace na jednu baterii minimalné 8 hodin

e vyména ochranné folie detektoru bez nastroji béhem 10 s

* seviend geometrie - vynikajici detekéni limity

* nejnovéjsi generace Super Fast SDD a rentgenek. Pfesna analyza oceli jiZ za 5s.

« unikatni software pro presnou bezkalibra¢ni analyzu

«  siroky sortiment analyzovanych material( a predinstalovanych metod

e moznost fizeni z externiho PC se Spickovym software pro "velké" ED XRF spektrometry.
Spektrometr je tedy mozné vyuzivat bud jako bézny mobilni XRF spektrometr nebo jako
laboratorni systém s maximalni flexibilitou v nastaveni parametrd méreni a zpracovani
ziskanych vysledk( (naptiklad pfi pouziti se stojankem nebo pfi méreni historickych
objekt( a umisténi spektrometru ve specialnim drzaku).

Podrobné informace o spektrometru naleznete na nasich strankach zde: http://www.rmi.cz/elvax-
prospector#




Novy ED XRF spektrometr ElvaX 3 jiz v nasem
demo centru.

V analytickych novinkdch ¢€.41 (ke staZeni zde: Analytické novinky 41) jsme Vas informovali o novém

stolnim ED XRF spektrometru ElvaX3, ktery prinasi fadu novinek do oblasti malych stolnich
spektrometrll. Tento spektrometr je nyni jiz k dispozici v naSem demo centru, mizZete nas tedy
navstivit a vyzkousSet si tento velmi zajimavy pfistroj na Vasich vzorcich. Spektrometr zaroven
pouzivame pro vyvoj metodik, potrebujete-li tedy dodavku spektrometru véetné vyvoje metod (tedy
dodavku kompletniho reSeni) nevahejte a kontaktujte nas. Radi Vam vyjdeme vstfic a vyzkousime
mozna feseni.

Nejzasadnéjsimi novinkami jsou:

e Vysoka rychlost analyzy a velmi malé smérodatné odchylky méreni, maximalni rychlost
nacitani signalu je vyssi nez 500 000 impulzl za 1s. Dosahuje se tak kratkych casl analyzy
(nékolik sekund) a vyssi presnosti analyzy.

e 60 kV rentgenka - umoziuje analyzovat prvky vzacnych zemin (La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu,
Gd). Ve spojeni s novym detektorem zlepsuje detekéni limity pro prvky v rozmezi od Pd
(2=46) po Ba (Z=56), které se vyznacuiji jiz velkou energii Ka ¢ar a nizsi ucinnosti zachytu
fotonU u standardnich typ( detektord.

¢ Nova HD videokamera s vysokym rozliSenim pro presné pozorovani a dokumentaci méfeného
mista na vzorku (moZnost automatického ukladani obrazu do protokold).

e Novy systém motorizovanych kolimatort — umozZiiuje rychlou zménu velikosti ozafované
plochy na vzorku — od velké plochy pro ,bulk” analyzu aZ po kolimatory mensi jak 1 mm pro
lokalni analyzu. Unikatni FeSeni umoznuje zachovat velmi tésnou geometrii spektrometru
(malé vzdalenosti mezi rentgenkou, vzorkem a detektorem) a tim také vyborné detekéni
limity a maly vliv kvality pfipravy vzorku.

« Zhavici proud rentgenky mGzZe byt pfi analyze lehkych prvkd az 1000 pA, ve spojeni se
sevienou geometrii se dosahuje vynikajicich detekcnich limitl pro lehké prvky (Na, Mg, Al, Si,
P, S). Zaroven je mozZné pouzivat malé kolimatory i pro lokalni analyzu lehkych prvki.

e Snadné vyjmuti karuselu podavace vzork(, z(stava zachovana velka rovna plocha pro analyzu
rozmérnych vzork(.

Spektrometr ElvaX3 je velmi univerzalnim spektrometrem s moduldrni konstrukci. UZivatel si mize
vybrat pro néj nejvhodnéjsi konfiguraci. Kromé béznych XRF aplikaci umoznuje optimalni pouZziti i pro
narocné specialni analyzy, jako je analyza forenznich vzork(, materidlovy vyzkum, kontrola defektu
atd.

Vice informaci zde: http://www.rmi.cz/elvax3




V pripadé, Zze Vas v dnesnich Analytickych novinkach néco zaujalo a radi by jste ziskali podrobnéjsi
informace k danému produktu, nevdhejte a kontaktujte nas. Stejné tak, pokud potrebujete spotfebni
material pro Vas ICP OES, ICP MS spektrometr (hadicky, zmlzovace, mlzné komory, plazmové hlavice
a civky, okénka, kdnusy, davkovaci jehly a nadobky do autosamplerll) nebo XRF spektrometr
(vzorkovnice, folie, pojidla, tavidla, ...), obratte se na nasi firmu. Patfime k nejvétsim dodavatelim
spotfebniho materidlu ve stfedni Evropé.

V&s tym firmy RMI s.r.o. — jsme tu pro Vas ©.
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